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Caracter del curso Postgrado
Semestre en que se dicta
Numero de créditos 10
Carga horaria semanal
(hs)
Previaturas
Cupo

Estructura Responsable: Cryssmat-lab/DETEMA

Docentes Responsables:Leopoldo Suescun

Docentes Referentes: Leopoldo Suescun,

Objetivos:

-Introducir al estudiante en las técnicas mas modernas de analisis estructural por difracciéon de
rayos X de mono y policristal.
- Introducir al estudiante en otras técnicas avanzadas de caracterizacion por difraccion o

espectroscopia de rayos X.

-Ensenfar a través de un trabajo practico a aplicar una de las técnicas de analisis del curso
disponible localmente a un problema concreto seleccionado por el estudiante.

Contenido:
Modulo 1: Difraccion de Rayos X de Monocristal (duracién 1 semana)
-Monocristales: definicion y obtencion.

-Difractometria de monocristal, determinacién de parametros estructurales, coleccién de datos,
procesamiento de datos.

-Métodos de resolucién de estructuras a partir de datos de difraccion de monocristal.
-Refinamiento estructural, uso de restricciones estructurales.

-Reporte de resultados estructurales en formato CIF (Crystallographic Information File)

Moédulo 2: Difraccion de rayos X de Polvo (duracién 1 semana)

-Polvo policristalino, obtencion y caracteristicas. Difractometria de Polvo y sus aplicaciones analiti-
cas.

-Coleccion de datos, indizado de diagramas de polvo, determinacién del grupo espacial, extrac-
cion de intensidades de difraccidon del diagrama de polvo.
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-Métodos de resolucién de estructuras a partir de datos de difraccién de polvo.

- Refinamiento de Rietveld y aplicaciones.

Modulo 3: Técnicas especiales de difracciéon de polvo (duraciéon 1 semana)
-Difraccion de rayos X resonante.
-Difraccion de neutrones, caracteristicas y aplicaciones.

-Difraccion por nanoparticulas y materiales desordenados. El método de Analisis de Funcién de
distribucion de pares (Pair distribution function analysis).

Médulo 4: Técnicas especiales de analisis con rayos X (duraciéon 1 semana)

-Determinacién del tamarfio de particula de elementos dispersos. Dispersion de rayos X a bajo an-
gulo (Small Angle X-ray Scattering — SAXS)

-Determinacion de ancho de filmes y depdsitos nanométricos. Reflectometria de rayos X

-Determinacion de estructura local en materiales ordenados y desordenados. Espectroscopia de
absorcion de rayos X (X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy — EXAFS)

Bibliografia:
¢ Guinier, G. Fournet, Small angle scattering of X-ray, Wiley-New York, 1955

o V. K. Pecharsky, P. Y. Zavalij, Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characteriza-
tion of Materials, Springer-New Your, 2009.

e Giacovazzo, H. L. Monaco, D. Viterbo, F. Scordari, G. Gilli, G. Zanottti, M. Catti, Fundamentals of
Crystallography, IUCr/Oxford, Oxford, 1992.

¢ G. Bunker, "Introduction to XAFS: A Practical Guide to X-ray Absorption Fine Structure Spectros-
copy", Cambridge University Press, 2009.

Modalidad del Curso:
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Tedrico Practico Laboratorio Otros (¥)
Asistencia Obligato- X

Modalidad Flexible

(carga horaria minima)

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantias supervisadas, etc.)

Régimen de ganancia:

El curso total consta de 4 moédulos de una semana de duracion cada uno y 1 mes posterior para realizacion
del trabajo de laboratorio y entrega de un informe (evaluacion final).

Durante las 4 semanas de clases se dictaran 3 clases tedricas de 2 horas y 3 clases practicas de
4 horas cada semana. La duracién del informe se estima en 30 horas totales de trabajo de

laboratorio.

Los estudiantes podran tomar los Médulos 1y 2 del curso y realizar el trabajo/evaluacion final o
realizar el total de los modulos y realizar el trabajo/evaluacion final.
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